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Tantdrgy megnevezése  Fémfeliiletek és vékonyrétegek optikai vizsgalata

Tantdrgy tipusa kotelez6en valaszthato
Tantdrgyfelel6s Dr. Petrik Péter
Tematika A vékonyréteg-fizika hagyomanyosan széles eszkoztarral rendelkezik a

feliiletek és vékonyrétegek anyagtulajdonsagainak nagy érzékenységi

meghatarozasara. Ezek leginkadbb a kristalyszerkezet, a feliileti érdesség, a

rétegvastagsag, az elemosszetétel és sok mas fontos paraméter mérésére

alkalmasak atomi és nanoskalan. Ezen belil az optikai modszerek

alkalmasak hatarfeliileti jelenségek folyamatkovetd vizsgalatara. A targy

célja optikai modszerek megismerése feliileti oxidacio, korrdzio és egyéb

szerkezeti valtozasok vizsgadlatira nanométeres vastagsaggal és tized
szazalékos torésmutat6 érzékenységgel.
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